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1. DAS HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN

LISE-MEITNER-CAMPUS

WILHELM-CONRAD-RÖNTGEN-CAMPUS

Forschungsschwerpunkte

• Photovoltaik

• Dünnschicht-Technologien

• Katalysatoren/Grüner Wasserstoff/CO2-Umwandlung

• Solare Brennstoffe

• Batteriematerialien

• Quantenmaterialien

• Beschleunigerphysik & -technologien
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1. DAS HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN

Corelabs

• Energy Materials In-Situ lab (EMIL)

• X-ray Corelab

• Correlative Microscopy and Spectroscopy

• Hybrid Silicon Perovskite (HYSPRINT)

• Kompetenzzentrum Photovoltaik (PVcomB)

• Quantum Materials
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2. X-RAY CORELAB: AUFSTELLUNG UND ZIELE

• Institutsübergreifende Zurverfügungsstellung von Mess- und Auswertemethoden der Röntgendiffraktion

• Steuerungskomitee berät über Investitionen und Laborentwicklung

• Jahresbudget: 120.000€

Lise-Meitner-Campus 
(M. Tovar, R. Gunder / H. Prell)

• Klassische Pulverdiffraktion
• Textur, Epitaxie
• Einkristalldiffraktion
• Non-ambient

Wilhelm-Conrad-Röntgen Campus 
(Ch. Genzel, R. Mainz, M. Klaus)

• Metal Jet Source
• Microstrain analysis
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2. X-RAY CORELAB: AUFSTELLUNG UND ZIELE

Aufbau des Labors 2015
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3. VIRTUELLER RUNDGANG (Klick aufs Bild öffnet Labor-Webseite) 

https://www.helmholtz-berlin.de/appimages/360/tour-de/hzb-x-ray-core-lab/index_en.html
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4. WEITERE METHODEN: BRUKER KAPPA APEX II

• Transfer von der Universität Glasgow

• Wiederaufbau und Modernisierung 

2019-2021 
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Tieftemperatur-Guinier-Diffraktometer: Huber-Goniometer in asymmetrischer Transmission, 

Cu-Kα1-Strahlung, He-Kryostat für Temperaturen von 12-300 K

4. WEITERE METHODEN: TIEFTEMPERATUR-GUINIER-DIFFRAKTOMETER
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5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION

Ni2+O4 

Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 

Cu2+O4 

A. Wold, R. J. Arnott, E. Whipple, and J. B. Goodenough, J. Appl. Phys. 34, 1085 (1963)
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Ni2+O4 

Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 

Cu2+O4 

5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION

M. Tovar, R. Torabi, C. Welker, F. Fleischer, Physica B, 385–386, 196 (2006)

A. Wold, R. J. Arnott, E. Whipple, and J. B. Goodenough, J. Appl. Phys. 34, 1085 (1963)
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Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 

BRUKER D8 WITH ANTON PAAR HTK 1200N

5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION
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BRUKER D8 WITH ANTON PAAR HTK 1200N

Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 

5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION
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Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 
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15 K

300 K

LT-XRD of Ni0.82Cu0.18Cr2O4 

311131113

M. Reehuis, M. Tovar, D. M. Többens, P. Pattison, A. Hoser, 
and B. Lake: Phys. Rev. B 91, 024407 (2015)

211

103

Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 

5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION
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M. Reehuis, M. Tovar, N. Stüßer (in preparation)

c

b

a

LT-XRD of Ni0.82Cu0.18Cr2O4 

Structural distortions in mixed spinels Ni1-xCuxCr2O4 
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5. TEMPERATURABHÄNGIGE DIFFRAKTION
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6. SCHULEN

- Schulungsraum mit 

20 Plätzen

- Idealzahl 12

Fünf Röntgenschulen

Drei Rietveldschulen
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6. SCHULEN

a) X-ray school
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6. SCHULEN

b) Rietveld school



24

7. FAZIT Vorteile eines X-ray CoreLab (= zentrales Röntgenlabor)

• Abdeckung aller wichtigen Methoden der Pulverdiffraktion

• Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

• Hohe Durchlässigkeit durch Methoden und Arbeitsgruppen

• Vereinfachung der Instrumentwartung und des Laborbetriebs

• Softwarepool zur Abdeckung verschiedener Analyseverfahren 



25

7. FAZIT Vorteile eines X-ray CoreLab (= zentrales Röntgenlabor)

• Abdeckung aller wichtigen Methoden der Pulverdiffraktion

• Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

• Hohe Durchlässigkeit durch Methoden und Arbeitsgruppen

• Vereinfachung der Instrumentwartung und des Laborbetriebs

• Softwarepool zur Abdeckung verschiedener Analyseverfahren 

• Basis-Schulungen statt (zeitaufwändige) Einzeleinweisungen

• Schulungen nach Bedarf, der über das Labor ermittelt wird

• Langzeitstabilität: Instrumente geraten nicht in Vergessenheit

• Community mit gegenseitiger Unterstützung.
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DANKE

• Susan Schorr: Head of steering committee, Röntgenschule

• René Schwiddessen, Henrik Prell: Laborbetrieb, Röntgenschule

• Joachim Breternitz: Bruker Kappa Apex II, Röntgenschule

• Daniel Többens: Röntgenschule

• Ralf Feyerherm: Guinier-Diffraktometer

• Maren Achilles: Budgetplanung

• Bettina Wolter: Laborstatistik

• Reiner Giebler, Cees Baas+ Bruker-supportteam (!)


